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® verldBlich in mechanischer und optischer Qualitat

@ ausbaufihig in beliebigen Leistungs- und Preisstufen

@ universell fiir alle zur Zeit bekannten Untersuchungs-

methoden.

In der groRen Ausbaustufe sind
Hochleistungslampe, Mikroskop,
Projektionseinrichtung und Pho-
toautomatik auf einer stabilen
optischen Bank montiert. Diese
ist in eine Tischplatte versenkt
und auf Schwingungsdamp-
fungselementen erschutterungs-
frei gelagert.

Das Regelgerat fur die Nieder-
voltleuchte und ein Anschluf3-
gerat mit Betriebsstundenzahler
fur das Zweilampenaggregat
sind eingebaut. Zusammen mit
dem Ladenkasten fiur das ge-
samte Zubehor ergibt sich damit
ein komfortabler und praktischer
Arbeitstisch.




Me F 2 Lichtquellen

Fiir verschiedene Anwendungsbereiche sind Hochleistungsleuchten vorgesehen. Jede dieser Leuchten
ist eine in sich justierte Einheit mit Reflektor, verstellbarem Kollektor und entsprechendem Filter-
satz, Die Nachlieferung einer neuen Lichtquelle zu einem vorhandenen Gerét ist daher unproblematisch.

Lampenhaus Lux US

— Niedervolthalogenlampe
— Mikroblitzeinrichtung
— Natriumdampfbrenner

Zweilampenaggregat
MERCURIUS

— Niedervolthalogenlampe
— Mikroblitz

— Natriumdampfbrenner

— Quecksilberdampfbrenner
— Xenonbrenner

Halogenlampe 12V, 100 W
Farbtemperatur 3200°K

Diese ist etwa dreimal so hell wie die Niedervoltlampe und hat ein
kontinuierliches Spektrum. Sie eignet sich besonders als Lichtquelle
fur die Farbphotographie und andere mikroskopische Verfahren, bei
denen es nicht nur auf Lichtstdrke, sondern auch auf farbrichtige
Wiedergabe ankommt, z. B, Polarisation, Interferenzkontrast.

Xenon-Hochdruckbrenner 150 W
Farbtemperatur ca. 6000°K

Gegenlber der Niedervoltlampe hat er etwa die 7- bis 8fache subjektive
Helligkeit. Die spektrale Lichtverteilung entspricht nahezu dem Sonnen-
licht. Der Xenon-Brenner ist daher die ideale Lichtquelle flr jeden
Verwendungszweck, besonders aber fur die Mikroprojektion, Photo-
graphie und Kinematographie in Farbe.

Quecksilberdampf-Hochstdruckbrenner 200 W

Im Vergleich zur Niedervoltlampe weist der Quecksilberdampf-
Hochstdruckbrenner als Lichtquelle im sichtbaren Bereich die 12- bis
14fache subjektive Helligkeit auf. Besonders glinstig ist seine Ver-
wendung fur die Schwarzweilphotographie lichtschwacher oder
bewegter Objekte und fur die Mikroprojektion. Die Lichtverteilung
entspricht im wesentlichen dem Quecksilberspektrum. Fur Fluoreszenz-
mikroskopie, Interferometrie etc. kdnnen daher durch geeignete Filter
die notwendigen Wellenlangenbereiche herausgefiltert werden. Bei
Betrieb des Brenners mit Gleichstrom erhoht sich die Helligkeit,
Bogenstabilitat und Lebensdauer desselben. Das Anschlugerat ist
in diesem Fall identisch mit jenem des Xenon-Brenners.

Natriumdampfbrenner

Zur Beleuchtung mit monochromatischem Licht der Wellenlange
589 nm kann der Natriumdampfbrenner in das Lampenhaus Lux US
eingesetzt werden. Besonders empfehlenswert fur Arbeiten mit dem
Nomarski-Interferometer und fiir konoskopische Untersuchungen.

Mikroblitzeinrichtung
Farbtemperatur 6000°K

Die Blitzenergie betrdgt 18 bzw. 36 W/sec. Durch die optische
Anordnung und Realisierung der Kéhler-Beleuchtung ergibt sich eine
besonders groRe Ausniitzung der Blitzenergie. Die Blitzdauer von
/1000 Sekunde ermoglicht es, bewegte Objekte scharf abzubilden.
Kombination von Blitzrohre und 15-W-Pilotlampe gestatten die Bild-
beobachtung vor und wahrend der Aufnahme sowie die genaue
Abstimmung der Blitzenergie auf das Photomaterial.
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I ‘ Diode, Kontaktstelle

Auflicht-Hellfeld 63:1

Reinkobalt, GuBgefiige
Auflicht-Dunkelfeld 125:1
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Titan, elektropoliert
Auflicht-Phasenkontrast 630:1

GuBbronze, elektropoliert
Auflicht-Interferenzkontrast 320:1




Das Grundgerit ist die
Basis fiir ein univer-
selles Baukasten-
system. In seiner ein-
fachsten Form ein
robustes, handliches
Gerat fiir das metallo-
graphische Labor,
kann das Me F 2 in be-
liebigen Stufen — zu
jedem Zeitpunkt — in
ein groRes For-
schungsmikroskop
ausgebaut werden.
Konzeption und Aus-
fiithrung des Gerites
garantieren dabei ein-
wandfreie Funktion,
hohe optische Prazi-
sion und bequeme
Handhabung aller
Zusatzteile.




MeF 2 Optik

EIN Opakilluminator
EIN Objektivsatz

Hellfeld mit senkrechter Innenbeleuchtung

’ 9 Untersuchungsmethoden

Hellfeld mit steilschriager Innenbeleuchtung
Dunkelfeld
Polarisation

Phasenkontrast

Interferenzkontrast
Interferometrie
Fluoreszenz
Mischlicht

Die konkurrenzlose Leistung unseres Universal-Opakilluminators bringt eine
Reihe wesentlicher Vorteile:

— Das mikroskopische Bild ist bei allen Methoden, auch in Dunkelfeld oder
polarisiertem Licht, von hochster optischer Qualitat und Brillanz.

— Die notwendigen Manipulationen beim Wechsel der Untersuchungs-
methoden beschranken sich auf einzelne Handgriffe. Die empfindlichen
optischen Bauteile bleiben stets am Mikroskop montiert.

— Das eingestellte Bilddetail bleibt innerhalb des Gesichtsfeldes und kann
vergleichend mit den verschiedenen Methoden untersucht werden.

— Auch die hochste Ausbaustufe benétigt fur alle Methoden nur einen
Opakilluminator und einen Objektivsatz. Dies wirkt sich entscheidend auf
den Preis des Gerates aus.
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Objektive Das Me F 2 ist mit Semplan- und Planachromat-Objektiven
ausgerustet, die auf Wechselschlitten montiert, zueinander
parfokal und zentriert geliefert werden. Beim Wechsel der
Objektive bleibt das eingestellte Bilddetail somit im
Gesichtsfeld sichtbar. Die Scharfeinstellung wird dabei
durch den neuen Fixfokusanschlag wesentlich vereinfacht.

Wurde das Bild einmal scharf eingestellt, kann die Arbeitshohe des Mikroskop -
tisches mit dem Anschlag fixiert werden. Um nach Wechsel der abgestimmten
Objektive neuerlich ein scharfes Bild zu erhalten, genugt es, den Tisch wieder auf
den Anschlag abzusenken. Durch diese Anordnung wurde es erstmals moglich,
die Vorteile, die der Objektivwechse! auf Einzelschlitten an einem Universal-
Mikroskop bietet, zu erhalten — diese gleichzeitig aber mit dem Komfort und
Arbeitstempo eines Objektivrevolvers zu verbinden.

Der Fokusanschlag ist verstellbar und wird daher auch bej allen Sonderverfahren —
wie Interferenzkontrast, Mikrohartepriifung, Lupenphotographie usw. — in gleicher
Weise wirksam.

Okulare Die neuen Plan-Kompensations-Okulare sind mehrlinsige
Systeme aus hochwertigen Glassorten, die zur Erhohung
des Bildkontrastes mit Mehrschicht-Belagen vergiitet sind.
Die Sehfeldzahlen sind gegenuber den friheren Typen
erweitert und damit das Gberblickte Objektfeld groler
geworden. Bei allen VergroRerungsstufen ist die Distanz
der Austrittspupille zum Okularrand so groB, daR auch

Brillentrager noch mihelos das volle Gesichtsfeld iiber-
blicken kénnen.

Objektive und Okulare sind in ihrer Korrektur vollkommen aufeinander
abgestimmt und liefern ein farbreines, verzeichnungsfreies Bild, das
sich bis zum Rand hin scharf einstellen liRt.

Lupenphotographie

Die Einrichtung fir die Lupenphotographie uberbriickt jenen Ver-
groBerungsbereich, der weder von der Mikro-Optik noch von den
ublichen Photoobjektiven einwandfrei erfalt wird.

Sie besteht aus drei, fur den speziellen Arbeitsbereich korrigierten
Objektiven, die ohne Okular verwendet werden und entsprechend
ihrer Brennweite und dem Balgenauszug die Einstellung der ge-

wunschten Abbildungsmafstabe zwischen 4,7:1 und 30,7:1 ge-
statten.

Zur Regelung der Tiefenscharfe wird die eingebaute Irisblende nach
einer Merkskala eingestellt. AuRer der senkrechten Beleuchtung kann
durch einen seitlich angebrachten Spiegel auch ,,schrage Beleuchtung”
zur Kontraststeigerung verwirklicht werden.




Kameraformate

Photographie im GroRformat mit der eingebauten Balgenkamera.
Kleinbild- und Mittelformat sowie Film und Fernsehen mit seitlich am Stativ angesetzten Kameras. Schaltbares

Umlenkprisma zur alternativen Verwendung beider Typen.

KameraverschluBR

Die Balgenkamera kann wahlweise mit einem mechanischen oder einem elektronisch gesteuerten VerschluB® aus-
geriistet werden. Der mechanische Verschlu® wird mit einem Drahtausloser betatigt, die VerschluBzeit manuell
eingestellt. Der elektronische VerschluB ist genauer und weniger anfallig gegen Storungen. Die VerschluRzeiten
werden an einem kleinen Steuergerat eingestellt und ausgelost.

Lichtmessung

Der elektronische VerschluR der Balgenkamera 1aRt sich mit verschiedenen LichtmeR-Systemen kombinieren. Wird
ausschlieRlich im GroRformat gearbeitet, kann das Licht mit dem MeRaufsatz gemessen und uber das Steuergerat
die automatisch eingestellte Verschlufzeit ausgelost werden.

Zwei-Kamera-Automatik

Ist neben GroRformat auch Mittel- oder Kleinbildformat erwiinscht, konnen beide Kamerasysteme wahlweise und
im raschen Wechsel eingesetzt und automatisch gesteuert werden. Das Licht wird dabei durch die Mefzelle der
Kam ES gemessen, iiber das gemeinsame Steuergerat aber jeweils der VerschluR der vorgewahlten Kamera ausgelost.




Die Balgenkamera

Fur das Format 9x12 cm bzw.
" 4x5". Vom normalen Arbeitsplatz aus
bequem zu bedienen, gute Sicht
auf die Mattscheibe. Der stufenlos
__verstellbare Balgenauszug und das
auswechselbare Photookular ermog-
lichen die genaue Einstellung des
geforderten Abbildungsmalistabes.
;i._Der VergroRerungsfaktor des einge-
"1 stellten Balgenauszuges kann an einer
. Teilung abgelesen werden.

Die Balgenkamera bzw. die Pro-
—jektionsmattscheibe ist verwendbar

far:

_

n Mikrophotographie
_ Lupenphotographie
n Messen — Zahlen — Vergleichen
Mikrozeichnen
Demonstration
i S

Kam ES

— Elektronisches Kamerasystem mit An-
zeige der Belichtungszeit.
Der elektronisch gesteuerte Verschluf®
arbeitet vollkommen erschutterungs-
frei. Die Belichtungszeitanzeige vor
der Aufnahme erlaubt gezielte Kor-
rekturen und bezieht sich auf das
jeweils verwendete Kameraformat.
Ein ansetzbarer Registrieransatz zum
Einspiegeln von beliebigen Zeichen
auf die Filmebene ist besonders wert-
voll in der Kinematographie und

[ Fernsehprojektion.

I I‘ Photoautomatik

Vollautomatische Kleinbildkamera mit
Anzeige der Belichtungszeit fur
35-mm-Film. Elektronisch gesteuerter

l lVerschlulS, hochkorrigiertes  Vario-
' Okular sowie elektronische Sperr-
vorrichtung und Anzeige bei Fehl-
bedienung garantieren optimale Re-

I 'sultate. Weitere Vorteile sind Wahl
von Punkt- und Integralmessung,
Wechselkassetten und automatischer
Filmtransport nach jeder Aufnahme
mit Doppelbelichtungssperre.

MeBaufsatz

Fur die Balgenkamera allein kann die
exakte Bestimmung der Belichtungs-
wzeit mit dem MeRaufsatz erfolgen.
- Dieser wird an ein Okular des Be-
obachtungstubus oder des seitlichen

I N Umlenkprismas angesetzt.
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(D) Kleinbild 2436 mm
(2) 6x9 cm, Polaroid 3%x 41"
(3) 16-mm-Film

(4) Fernsehkamera

(5) Kieinbild 24x36 mm, automatisch
() 9x12cm, 4x5"




Mikro-Spektral-Photometer

Als LichtmeBgerat im weitesten Sinne des Wortes dient unser Photometer zur quantitativen Bestimmung der
® Reflexion ® Absorption bzw. Extinktion @® Remission @ Fluoreszenzintensitat und ® Transmission

von Strukturdetails sowie der Abhangigkeit dieser GroRen von den Lichtwellenlangen. Der MeRbereich umfafit Objekt-
gréRen von 0,5 um bis zu mehreren mm Durchmesser. Fir Arbeiten mit definierter Wellenlange im sichtbaren Spek-
tralbereich zwischen 400 nm bis 740 nm wird ein Interferenzverlauffilter verwendet.

Insbesondere die Messung des Reflexionsvermogens wird in zunehmendem MaRke zur Kennzeichnung und ldenti-
fizierung kleiner und kleinster Gefligebestandteile eingesetzt. In der Metallographie z. B. zur Bestimmung nicht-
metallischer Einschlisse, Schlacken oder Verunreinigungen. In der Polarisations-Mikroskopie von Erzen und Minera-
lien ersetzt das Photometer die bisher tiblichen subjektiven Methoden. Das Photometer bietet dabei aufgrund seines
patentgeschutzten optischen Aufbaues hochste MeRgenauigkeit und einfachste Bedienung. Das Gerat ist vollkom-
men justiert, und das MeRfeld ist gleichzeitig mit dem mikroskopischen Bild sichtbar.

Zu Dokumentationszwecken kann MeRfeld und Objekt durch eine am Einblickokular angesetzte Kamera photogra-
phiert werden.

Das transistorisierte Anschlugerat enthalt das Anzeigeinstrument mit projizierter und bewegter Leuchtskala.
Die lineare Teilung von 0—100 und die logarithmische Extinktionsskala sind so groR dimensioniert, daR sie ermu-
dungsfreies Ablesen der MeRwerte bei voller Ausniitzung der Gerategenauigkeit erméglichen. Das Gerat hat einen
Anschlu® fir Kompensationsschreiber oder Digitalanzeigegerat.

Zur Untersuchung von besonders lichtschwachen oder schwach reflektierenden Objekten bieten wir einen besonders
empfindlichen Photovervielfacher und ein SpezialanschluB- und Anzeigegerat mit 30x Empfindlichkeit.

Fiir Sonderuntersuchungen ist ein Photovervielfacher mit erhohter Rotempfindlichkeit lieferbar.
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MeF2

Didaktoskop

Projektionseinrichtung

Das DIDAKTOSKOP erlaubt die Pro-
jektion mit exakten NormvergroRe-
rungen von 50:1 bis 1500:1 im Auf-
licht und bis 2000:1 im Durchlicht.
Durch die Verwendung einer Spezial-
mattscheibe und einer Fresnellinse
erscheint das Bild immer gleichmaRig
hell, brillant und kontrastreich.

Der Projektionsschirm hat einen
Durchmesser von 220 mm und |aRt
sich um seine vertikale Achse um
360° drehen. Dies gestattet, einem
kleinen Personenkreis vor und hinter
dem Mikroskop das Bild zu zeigen.

Das Projektiv mit dem Projektionsmalstab 12,5:1 ist fest in das Gerat eingebaut und so abgestimmt, dafk das Bild
im Einblicktubus des Mikroskops und auf dem Schirm gleichzeitig fokussiert und das Objekt somit nach dem Um-
schalten sofort scharf abgebildet erscheint. Das DIDAKTOSKOP wird entweder tber das ausschaltbare Umlenkprisma
oder die Auflicht-Phasenkontrasteinrichtung mit dem Me F verbunden. Als Lichtquelle fur die Mikroprojektion
empfehlen wir unsere Leuchte MERCURIUS mit dem lichtstarken Quecksilberdampf-Hochstdruckbrenner HBO 200
oder dem Xenon-Hochdruckbrenner XBO 150,

Besondere Vorteile bringt die Moglichkeit, in einem Wechselschieber eine MeRteilung, ein Zahlnetz oder ahnliches
in den Strahlengang zu bringen und gleichzeitig mit dem mikroskopischen Bild auf den Bildschirm zu projizieren.
RoutinemaRige Messungen oder Zahlungen konnen somit ermiidungsfrei und rasch durchgefihrt werden. Zur Verein-
fachung von Demonstrationen ist es moglich, ein Fadenkreuz mitzuprojizieren und damit Objektdetails eindeutig zu
markieren.

Belichtungsmesser, Photoautomatik, Kleinbild- oder Filmkamera konnen am Mikroskop auch bei angesetztem
DIDAKTOSKOP verwendet werden. Zu diesem Zweck ist an der rechten Seite des DIDAKTOSKOPS ein Phototubus
angebracht, an dem die erwéahnten Zubehérteile in blicher Weise montiert werden. Ein Umlenksystem im DIDAKTO-
SKOP erlaubt den raschen Wechsel zwischen Mikroprojektion und seitlichem Phototubus.
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Me F 2 Priifen und Messen

Mikrohértepriifer

Die geringen Priifkrafte und die hohe mikroskopische VergroRerung erlauben es, die sogenannte Einkristallharte jedes
einzelnen Strukturdetails aus der GroRe des Eindruckes durch Berechnung oder Vergleich festzustellen.

Der Mikrohartepriifer wird anstelle eines Objektivs an den Opakilluminator gesetzt. Priifdiamant und Objektiv sind
eingebaut und werden abwechselnd — mit hochster Zentriergenauigkeit — eingeschaltet, Ohne die Einrichtung wech-
seln zu mussen, kann die mikroskopische Untersuchung, die Wah| der Priifstelle, der Priifeindruck und die anschlieRende
Ausmessung des Eindruckes erfolgen. Auch Mikrophotos der gepriiften Objektstelle kdnnen aufgrund der Qualitit des
Objektivs einwandfrei angefertigt werden.

Das MeRokular wird mit einem monokularen Tubus angesetzt.

Vibrationsdampfung

Ist durch ortliche Gegebenheiten die
erschitterungsfreie Aufstellung des
Mikroskops nicht gewéhrleistet, mul
das Gerat durch Schwingungsdamp-
fer abgesichert werden. Diese sind
in der optischen Bank des Mikroskops
eingebaut.

Wird das Gerat dagegen ohne opti-
sche Bank in der Grundausristung
verwendet, steht zu diesem Zweck
eine  Schwingungsdampfungsplatte
zur Verfigung. Diese kann in Ver-
bindung mit jedem beliebigen Tisch
benutzt werden und ist insbesondere
fur die Mikrophotographie mit langen
Belichtungszeiten und bei der Mikro-
harteprufung zweckmaRig.

Profilpraparathalter

Seine stabformigen Einzelelemente
sind verstellbar, passen sich unregel-
maligen Oberflaichen des Préparates
ideal an und fixieren damit die
Anschlifffliche des Praparates auf
dem Mikroskoptisch.




Darstellung eines Mikrohdrte-Eindruckes unter
Verwendung des Polarisations-Interferometers

r
I
I
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Kombination der Interferenzkontrast-Einrich-
fung mit dem Mikrohdarteprifer: Mikrohdrte-
! ﬂ Eindruck in Kunstharz




lernkontoret — Ferrit

Graphit-Groben
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MeF 2

Polarisations-Interferometer (nach Nomarski)

Diese relativ einfache Zusatzeinrichtung kann in vielen Fallen ein Interferenz-MeBmikroskop ersetzen. Dies vor allem
dann, wenn es sich um die Ausmessung einzelner, isolierter Abweichungen von der ebenen Fliche im Bereiche von
0,02 bis 1 um handelt. Kratzer, Randwiilste von MHP-Eindriicken, Stufenhéhen an gewachsenen Kristallen, die Dicke

schiebung ermitteln. Ist dagegen die Oberfliche rauh oder stark strukturiert, kann die Tiefe der Rauhigkeit nur mehr
geschatzt werden.

Das Interferometer gleicht in Form und GroRe der Interferenzkomrast-Einrichtung und wird wie diese auf den Opak-
illuminator gesetzt, Es werden die Objektive 8/0,15, 16/0,25 und 40/0,45 verwendet, so daf die GesamtvergroRerung
weitgehend den Objektdetails angepalt werden kann.

Die Messung erfolgt ohne Kontaktnahme zwischen Objekt und Prifling, der Abstand der Interferenzstreifen und damit
der Malstab fiir die Tiefenmessung kann verandert werden.

KorngroRen-
und GefiigemeRokular

Die routinemaBige KorngroRen-Mes-
sung erfolgt meist durch direkten
Vergleich mit Struktur-Standards,

Im Reichert-MeRokular sind diese
Standards in zwei Drehscheiben mon-
tiert und konnen zum raschen Ver-
gleich nacheinander ins Bildfeld ge-
bracht werden. Schliffbild und Stan-
dard werden somit im Okular gleich-
zeitig gesehen und sind leicht und
rasch einzustufen.

Jede der Drehscheiben enthilt eine

Serie genormter Raster. Es sind liefer-
bar: ASTM-Sechseckraster Nr. 00-12,
ASTM-unregelmaliger Raster Nr.
00-12, Jernkontoret-Raster Austenit
Nr. 6—14, Ferrit Nr. 6—14, Skala
fur Grobe der lamellaren Graphit-
ausscheidungen im Stahl nach Ver-
ein Deutscher Eisenhittenleute und
ASTM, Richtzahl 1—8.

Magnetpréaparathalter

Das Objekt wird mit Plastilin auf
einen Eisen-Objekttrager aufgekittet
und dieser von einem Magneten
uber der Tischfliche festgehalten.
Die Kraft dieses Magneten ist ver-
anderlich, der Objekttrager kann daher
leicht verschoben und das Objekt
durchgemustert werden.

Mit dieser Einrichtung lassen sich
daher gegen Zerkratzen empfindliche
Praparate, duBerste Randzonen oder
kleinste uneingebettete Priparate sehr
einfach untersuchen.
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Die Phasenkontrast-Einrichtung

zahlt auch bei Arbeiten im auffallenden Licht bereits zu den klassischen Methoden fur die Untersuchung von un-
geatzten, polierten Schliffpraparaten und Sintermetallen.

Die fiir das Entstehen der Kontrastwirkung notwendigen Phasenplattchen sind nicht, wie allgemein ublich, innerhalb
des Obijektivs, sondern auf einer Revolverscheibe des Phasenkontrastansatzes montiert. Die Beleuchtungsringblende
ist im Opakilluminator eingebaut. Es kann daher mit allen listenmaRigen Objektiven gearbeitet werden, die Anschaffung
eigener Phasenobijektive erlibrigt sich.

Der Ubergang vom positiven Phasenkontrast zum negativen Anoptralkontrast und auf normales Hellfeld erfolgt durch
Drehen der Revolverscheibe. Damit bietet sich eine rasche Vergleichsmoglichkeit der mikroskopischen Bilder.

Am Me F 2 kann die Phasenkontrast-Einrichtung in Verbindung mit einem Kontrastkondensor und unseren listen-
maRigen Achromat-Objektiven auch fur Durchlicht-Untersuchungen verwendet werden.

14
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Kontrastmethoden am Me F 2

r | l Die Polarisations-Einrichtung

ermoglicht das rasche Erkennen und Untersuchen anisotroper Materialien

, und wird haufig auch zur Kontraststeigerung einzelner Strukturdetails

; verwendet.
Polarisator und Analysator sind mit ausgezeichneten, neutral |dschenden
r l Polarisationsfiltern ausgestattet. Der um 360° drehbare Filter-Polarisator
! wird auf dem Opakilluminator aufgesteckt. Der Filter-Analysator ist im

Mikroskopteil des Me F 2 angeordnet und ist ebenfalls um 360" durch-
drehbar. Die Stellung des Filters ist mit Skala und Nonius auf ein Zehntel
Grad ablesbar. Der Analysator ist somit auch fir sehr genaue Messungen
im polarisierten Licht verwendbar.

Die Interferenzkontrast-Einrichtung

(nach Nomarski)

erlaubt die Anwendung einer der modernsten Methoden optischer Kontrast-
verstarkung. Diese wird bei Objekten angewandt, deren Strukturdetails im
Hell- oder Dunkelfeld nicht deutlich genug erscheinen.

Besitzen diese Strukturen aufgrund ihres einheitlichen Reflexionsvermogens
auch keine sichtbaren Unterschiede in Helligkeit und Farbe, so bilden sie
doch in den meisten Féllen ein Hohenrelief. Die auRerordentlich feinen
Niveauunterschiede dieses Reliefs heben sich bei Verwendung der Inter-
ferenzkontrast-Einrichtung entweder deutlich und plastisch im Hell-Dunkel-
Kontrast vom Untergrund ab oder werden in den Interferenzfarben kontrast-
'I reich abgebildet. Der Kontrast ist in Starke und Farbton kontinuierlich

verstellbar und erlaubt die optimale Darstellung eines Praparates. Gleich-
wertige Objektdetails zeigen im Farbkontrast die gleiche Farbe und konnen
einander leicht zugeordnet werden.

— =g

Die VergroRerung kann nach den Erfordernissen des Praparates gewahlt und
mit listenmaligen Objektiven zwischen 16:1 und 125:1 realisiert werden.
Der Ubergang zu vergleichender Hellfeld-Untersuchung erfolgt durch Ver-
drehen des Analysators um 45°.

e

Die Fluoreszenz-Einrichtung

- we

“ kann auch im Auflicht fir eine Reihe von Untersuchungsmethoden, wie
z. B. das Prifen von Schlacke und die Differenzierung von Einschliissen in
Erzen, Verwendung finden. Mittels geeigneter Filter kann die jeweils zweck-
" maligste Wellenlange des Lichtes vom Quecksilberdampfbrenner HBO 200
fiir die Fluoreszenz-Erregung gewahlt werden. Die Sperrfilter sind in einem
Schieber angebracht, der an Stelle des Analysators in den Mikroskopteil
'1 des Gerites eingesetzt wird.

‘J
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Nie F 2 Hochtemperaturmikroskopie

Schnellregelheizkammer VACUTHERM 2
Hochsttemperatur 1800°C

Die Eigenschaften vieler Werkstoffe hangen nicht nur von der chemischen Zusammensetzung, sondern auch vom Auf-
bau des Gefliges ab, der durch auRere Vorgange beeinfluRt werden kann. Solche Vorgange werden in erster Linie durch
Warmebehandlung ausgelost, die entweder geplant sind (z. B. Hérten, Anlassen, Glihen, Sintern) oder in Form von
unbeabsichtigten Erwarmungen als Nebenerscheinung anderer Prozesse auftreten.

Zur Uberwachung und Erforschung dieser Phanomene konnten bisher nur indirekte Methoden angewendet werden, die
zeitraubend in der Durchfiihrung sind, ohne jedoch die Beobachtung des eigentlichen Ablaufes der Strukturveranderung
zu gestatten.

Die Schnellregelheizkammer Vacutherm
erlaubt die unmittelbare, kontinuierliche Beobachtung und Auswertung aller thermisch bedingten Strukturverande-
rungen und damit die labormaRige

Rekonstruktion, Erforschung und

Erprobung jener Vorgange, die bei der Erzeugung,
Veredelung,
Verarbeitung und im
Gebrauch

metallischer oder nichtmetallischer Werkstoffe stattfinden.

Erst durch die Entwicklung der Schnellregelheizkammer Vacutherm ist es moglich geworden, den Ubergang von der
statischen zur dynamischen Metallographie zu vollziehen und deren Maoglichkeiten in technisch vollkommener Weise
auszunutzen.
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Kohlenstoffstahl mit 0,29 C
a=i.-Umwandlung
Auflicht-Dunkelfeld  200:1
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Al-Cu-GuBlegierung X-149
Aufschmelzverhalten
Auflicht-Hellfeld 200:1
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Der Aufbau des Vacutherm schafft alle Voraussetzungen fur seine Leistung unter verschiedensten Arbeitsbedingungen.
Die kugelformige Kammer ist vakuumtechnisch giinstig und bietet genligend Platz fir alle notwendigen Mani-
pulationen.

Durch Verwendung korrosionsbestandiger und hochgasfester Baustoffe und das Fehlen jeglicher keramischer Isola-
tionskorper wurden die Veraussetzungen fiir das optimal rasche Evakuieren des Innenraumes geschaffen.

Die thermische Tréagheit des Gerates ist aulerst gering. Die Geschwindigkeit der Temperatur-Veranderungen kann
praktisch jedem in der Praxis vorhandenen Zyklus angepalit werden. Harte- oder Anlalverfahren lassen sich daher simu-
lieren oder z. B. Umwandlungs-Diagramme ermitteln. Individuelle Programmsteuerungen konnen angeschlossen
werden.

Die Hochsttemperatur, die bei Arbeit im Vakuum erreicht werden kann, betragt 1800°C. Die Anordnung der Heiz-
bleche und die Strahlungsschutzblende bewirken die Konzentration der vom AnschluRgerat gelieferten Heizenergie auf
den kleinen Bereich um die Probe. Damit ist die rasche Aufheizung gewéhrleistet. Die wassergekiihlten Kammer-
wandungen und die Optik werden dagegen auch im Dauerbetrieb nicht unzulassig erwarmt.

Die Abkiihlzeit kann nach Bedarf geregelt und durch gezieltes Einblasen von kaltem Schutzgas verkurzt werden. Gas-
menge und damit Abkihlgeschwindigkeit konnen uber ein sehr fein regelbares Dosierventil kontrolliert werden.

Die Temperaturverteilung innerhalb der Probe ist durch die besondere Anordnung der Heizbleche und der Strah-
lungs-Schutzblende gleichmalig.

Die Temperaturmessung erfolgt mit einem Thermoelement, das durch eine Bohrung in das Innere der Probe ein-
gefuhrt wird und mit seinem Kontaktpunkt knapp hinter der beobachteten Stelle liegt. Dadurch ergibt sich die hohe
MeRgenauigkeit.

Die Beobachtung der Probe ist auch uber langere Zeitraume hin uneingeschrankt moglich, da das hochvakuumdicht
montierte Einblickfenster durch ein Schutzglas abgedeckt ist. Beschlagt sich dieses Schutzglas mit dem im Vakuum bei
hohen Temperaturen abdampfenden Probematerial, so kann es rasch ausgetauscht werden. Die Wechselvorrichtung ist
von aulden zu bedienen und beeintrachtigt den Arbeitsablauf in keiner Weise. Das Magazin enthalt 20 Wechselfenster.

Die Atmosphare innerhalb der Kammer kann den Versuchsbedingungen angepal3t werden. Normalerweise wird im
Hochvakuum bis etwa 105 Torr gearbeitet. Bei speziellen Untersuchungen kénnen (iber ein Dosierventil aber auch
reduzierende, oxydierende oder inerte Gase eingelassen werden.

Die Druckmessung erfolgt an einem gesonderten MelRstutzen, der gegenuber der Saugleitung an der Heizkammer
angesetzt ist. Diese Anordnung gewabhrleistet, daR nicht die Pumpenleistung, sondern der tatsachlich im Bereich der
Probe herrschende Druck gemessen wird.

Die VergroBerung kann unter Verwendung der Epilum-Achromat-Objektive 8/0,15 und 16/0,25 sowie des Spiegel-
objektivs 40/0,52 gewahlt werden.
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MeF 2 wischiicht-

Mischlicht-Beleuchtung

Wird das Me F 2 mit einer Durchlichteinrichtung er-
ganzt, ergibt sich die Moglichkeit, spezielle Objekte
gleichzeitig von zwei Seiten her zu beleuchten. Durch
geeignete, meist verschiedenfarbige Effektbeleuchtung
konnen damit gleichzeitig die Oberflachenstrukturen im
Auflicht und die Umrisse bzw. Innenstrukturen im
Durchlicht kontrastreich abgebildet werden.

Diese Methode wird haufig bei kornigen Substanzen,
wie Sand, Staub, Chemikalien u. &., angewendet.

Durchlicht

Durchlicht-Beleuchtung

Durch seine ,,gestiirzte”” Bauweise nach Le Chatelier ist
das Me F 2 das ideale Mikroskop fir die Untersuchung
jener biologischen Objekte, die meist aus physiologi-
schen Grinden nicht oder nur schwer an aufrechten
Mikroskopen untersucht werden konnen.

In erster Linie sind dies die Arbeiten mit Gewebe-
kulturen, Sedimenten und bei der Technik des ,hén-
genden Tropfens”.

Die Universalitit des Gerates erlaubt es, auch nach
dieser Technik praktisch alle zur Zeit bekannten Unter-
suchungsmethoden im Durchlicht anzuwenden:

Hellfeld

Dunkelfeld
Polarisiertes Licht
Phasenkontrast
Anoptralkontrast
Fluoreszenz
Mikrophotographie
Lupenphotographie
Mikroprojektion
Mikrokinematographie
mit allen
Hochleistungsleuchten

Die Durchlicht-Beleuchtungseinrichtung wird am Stativ
befestigt und kann — falls nicht bendtigt — seitlich
ausgeschwenkt oder ganz abgenommen werden.
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Hellfeld

Fur Hellfeld sind alle unsere listenmaligen Achromat- oder Planachromatobjektive
verwendbar. Die Neoachromatobjektive mit den neuen Plankompensations-
okularen geben ein sehr ebenes, bis zum Rand hin scharf einstellbares Bild mit
guter Brillanz und Auflésung. Die Planobjektive liefern ein bis an den Rand
geebnetes Gesichtsfeld und sind flir die Mikrophotographie besonders zu
empfehlen. Die Sehfeldzahlen der Okulare sind groRer als bisher, und das Objekt
selbst wird unter einem physiologisch gunstigen Sehwinkel abgebildet. Die
Objektive werden auf Wechselschlitten eingesetzt und sind zueinander parfokal
und zentriert. Die Scharfstellung erfolgt mit dem Fixfokusanschlag rasch und genau.

Dunkelfeld

Der Weitfeld-Immersionsdunkelfeldkondensor mit Toruslinse liefert durch seine
sehr hohe numerische Apertur 1,18 bis 1,42 besonders groRe Bildhelligkeit und
Brillanz.

Der Multisystemkondensor MS 65 ist aufgrund seines groften freien Arbeits-
abstandes besonders fur die Untersuchung von Kulturen in Petrischalen und
anderen Gefallen geeignet. Er ist bis zu Gesamtvergroerungen von etwa 700 x
vorgesehen und alternativ fir Dunkelfeld- und Phasenkontrastuntersuchungen
verwendbar.

Phasen- und Anoptralkontrast

Mit unseren Kontrastkondensoren konnen alle listenmaRigen Kontrastobjektive
verwendet werden. Fur besondere Zwecke steht ein Kondensor mit groRem
Arbeitsabstand zur Verfligung.

Einfacher und besser kann am Me F 2 mit dem seitlichen Phasenkontrast gearbeitet
werden, in dem alle Phasenringe eingebaut sind. In diesem Fall sind keine
besonderen Objektive notwendig, und es konnen alle Kontrastarten mit den
normalen Achromat- oder Planachromatobjektiven realisiert werden.

Polarisation

Analysator und Kompensatoren werden in den Durchlicht-Objekttrager eingesetzt,
Der Polarisator ist — drehbar und ausschaltbar — am Kondensor befestigt.

Fluoreszenz

In das Lampenhaus Lux US kann ein 50-W-Quecksilberdampf-Hochstdruck-
brenner eingesetzt werden. Diese Anordnung ermoglicht, in einfacher und
okonomischer Weise an einem gesturzten Mikroskop wahlweise Blaulicht oder
UV-Fluoreszenzmikroskopie durchzufiihren.

Mit einem Umlenkspiegel kann der Quecksilberdampf-Hochstdruckbrenner
HBO 200 des Zweilampenaggregates MERCURIUS fiir die Durchlichtfluoreszenz-
mikroskopie verwendet werden.

Fast alle unsere Objektive und Kondensoren sind fiir die Fluoreszenzmikroskopie
verwendbar.
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Drahtsieb
Mischlicht 30:1

Rddertierchen
Durchlicht-Hellfeld 400:1

Aspergillus niger
Durchlicht-Phasenkontrast 400:1




Reichert Instrumente

Biologie und Medizin

Studenten- und Kursmikroskop NEOVAR
Kurs- und Labormikroskop BIOVAR

Kleines Forschungsmikroskop DIAVAR
Forschungsmikroskop ZETOPAN

GroRes Forschungsmikroskop UNIVAR
Kleines Fluoreszenzmikroskop FLUORVAR
Diagnose-Fluoreszenzmikroskop FLUORVAR-D
GroRe Fluoreszenzeinrichtung ZETOPAN
mit BINOLUX

Labor- und Forschungsmikroskop BIOVERT
(Le Chatelier Typ)
Universal-Kameramikroskop Me F 2

(Le Chételier Typ)

Phasen- und Anoptralkontrasteinrichtungen
Interferenzkontrasteinrichtungen

Metallurgie und Metallographie

Auflicht-Mikroskop METAVAR
Labormikroskop METAVERT

(Le Chatelier Typ)
Forschungsmikroskop ZETOPAN
Universal-Kameramikroskop Me F 2
(Le Chatelier Typ)
Hochtemperaturmikroskop
Ferngesteuertes Mikroskop TELATOM
(Le Chatelier Typ)

Phasen- und Anoptralkontrasteinrichtungen
Interferenzkontrasteinrichtungen

Petrographie und Mineralogie

Labormikroskop NEOVAR-POL
Polarisations-Forschungsmikroskop
ZETOPAN-POL

Thermomikroskopie

Heiz- und Kiihltischmikroskop THERMOVAR
—50° bis +350° C

Steuergerat TC 400, Anzeige 0° bis 410° C
Heizbank + 50° bis 260° C
Schnellregelheizkammer VACUTHERM

+20° bis 1800° C

Biologische Heizplatte BIOTHERM

+35° bis +40° C

Mikrophotographie

35 mm Photoautomatik mit Belichtungsanzeige
Elektronische Systemkamera KAM ES
Aufsatzkamera KAM VBX

Kleinbildkamera REMICA
Mikrokinoeinrichtung
Mikrofernseheinrichtung

Mikroblitzeinrichtung

Mikroprojektion und Demonstration

Projektionsmikroskop VISOPAN
Projektionsaufsatz
Mikrofernseheinrichtung
Projektionsansatz DIDAKTOSKOP
Zeichenapparat
Zeigerdoppel-Okular
Diskussions-Tuben

Mikrotomtechnik

Schlittenmikrotom Om E
Serienschnittmikrotom ROTOCUT
Hochleistungsmikrotom AUTOCUT
Gefrierschnittmikrotom Om P
Handmikrotom Om Z
Einbettautomat HISTOKINETTE
Farbeautomat STAINETTE 23

Ultramikrotamtechnik

Ultramikrotom Om U 3
Ultramikrotom Om U 2

Heiz- und Abkuhlplatte HK 120
Trimmvorrichtung TM 60
Leuchtplatte LP 18
Polymerisationsgerat KT 100
Spezialmikroskop EM-BIOVAR
Reflexeinrichtung REFLEXOMAT
Tiefktihlgefriereinrichtung FC 2
EM TISSUE PROCESSOR

Stereomikroskopie

MAK MS, Stativ mit Koordinatenbewegung
MAK KS, Stativ ohne Koordinatenbewegung

Mikro-MeRtechnik

Mikro-Spektralphotometer
Mikro-Haértepriifer
Auflicht-Interferometer
Schraubenmikrometer-Okular
MeR- und Zéahlokulare
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